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LOCRAY EFT-SAFE 3A 

 

WP0 : Management et coordination du projet 

T0  T0+6  T0+12  T0+24  T0+30  T0+36 mois 

WP2 : Conception d’outils logiciels de post-traitement pour 
le support développement 

WP3 : Validations des outils logiciels sur démonstrateurs industriels 

WP1 : Développement de la mesure en champ proche 

WP4 : Capitalisations et disséminations 
T0 = Juillet 2014 
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